Analyses ex-situ des nanoparticules synthétiséesrgdasma
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Résumeé :

Les plasmas poussiéreux peuvent étre observesldentes situations. Les nanoparticules
se forment dans les plasmas a partir des prodeitgalure, des produits de la pulvérisation
magnétron et des molécules des gaz réactifs stips@r les dépbts de couches minces par
PECVD [1]. Elles constituent une source importatgecontamination de ces procédés. Leurs
propriétés physico-chimiques uniques liées a laillet les ont toutefois rendues trés
attractives pour les nanotechnologies et les nagnses.

Ces propriétés sont définies par leur taille,r lenorphologie et leur cristallinité. Ces
particules primaires nanométriques que I'on peuthstiser dans les plasmas froids basse
pression peuvent étre utilisées comme les élémdatdase pour la construction et
I'assemblage de nanodispositifs trés complexesnHas diverses méthodes utilisées pour la
caractérisation de ces particules, le diagnostserlan-situ et limagerie microscopique
demeurent les plus utilisées. Cependant, il efitithf de détecter des particules de quelques
nanometres de diamétre [2], ainsi que de suivreremieres étapes de leur nucléation et leur
croissance [3].

Nous avons développé au sein du laboratoire GREMIdispositif SAXS qui permet
d’observer et de suivre la cinétique de croissanegtu et ex-situ des particules primaires
dans un plasma RF silane a basse pression. Cepédadanvi de la croissance des particules
s’effectue jusqu’a la phase d’agglomération. BEsultats ex-situ seront présentés dans cette
contribution.
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